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DESSIN ET DIMENSIONS :
OQUTLINE AND DIMENSIONS :

ICEECE 1131122 Types 050 G 04 - 050 G 03

Référence frangaise :
French reference :

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS

Voir Figure 1
See Figure 1

F 105 - F 105A

NOTE : Pour des encapsulations effectuées dans des
boitiers différents de ceux indiqués ci-dessus
voir 90 107

NOTE : For alternative packages see 90 107

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 107

DETAIL SPECIFICATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 107

54,74 F 20

CIRCUIT ET-NON
NAND GATE

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium, boitiers
avec ou sans cavité.

Silicon monodlithic bipolar integrated circuit,
cavity/non-cavity packages.

PRECAUTION CAUTION :

Ces dispositifs sont sensibles aux décharges
électrostatiques.
These are electrostatic sensitive devices.

NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE :

ASSESSMENT LEVELS : BY,L

1- CONDITIONS LIMITES D’UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Voir 1 de la FS 90 107

See 1of FS 90 107

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Voir 2 de la FS 90 107
See 2 of FS 90 107

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES

Se reporter a la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants dont les
composants conformes & cette spécification particuliére sont homologués.

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current
CECC 00 200 : Qualified Products List.
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3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE
- Fonction : Double circuit ET-NON 4 4 entrées
- Function : Dual 4-inpul NAND gate
- Brochage et schéma synoptique : selon Figure 1 ci-apras
- Termunal (dentitication and block-diagram : see Figure 1
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FIG. 1
- Courants et facteurs de charge (voir 2.7 de S0 107)
~ Currents and load factors (see 2.7 of 90 107)
Facteur de charge de sortie
! = 1 12,8
oLA 20 Qutput load factor
I - Facteur de charge de sortie 25
OHB Output load factor
Facteur de charge d'‘entrée
A = - 0.6 mA input load factor + 0,375
_ Facteur de charge d'entrée
hHe = 20 Input load tactor : 0.8
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4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (sefon sous-groupe A2 de 90 107)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub-group A2 of 90 107)

- Conditions de charge : le facteur de charge peut 8tre compris entre 1 et 25 selon 'appareillage

utilisé
~ Load conditions : the load factor shall be belween 1 and 25 according lo the Iype of test

equipment n use.

- Table de vérification pour le modéle 54/74 F 20 : selon Tableau | ci-apres.
= Truth table for the type 54/74 F 20 : see Table 1.

TABLEAU 1
TABLE 1

ENTREES

RT}
INPUT S SORTIE

QUTPUT

A B o D

- et - O e O
- ot O - -0
- O o o o O
Q =@ wdmuwuQQ
B e e T = Y

- Séquence de tests minimate
- Minimum sequence of lesis

La séquence suivante prend en compte simultanément les pires cas de la vérithcation tonctionnelle et
les interactions de toute nature (par exemple diaphomie), En cas de litige lors de l'application de la
Table de verification tonctionnelle la séquence ci-eprés devra 8tre utiisée comme référence.

The tollowing 3sequence (takes simultaneously into account all the worst cases of functional
verification and any internel nteractions (for example crosstaik ). In case of confhct, when
applying the lruth table the following sequence shsll be used as reference.

v

ENTREES SORTIES

INPUTS OUTPUTS
Circuit Circuit Circuit Circuit
1 2 1 2
(o} (o} 1 1
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